
総合解析高分子

－ 化学情報、物性情報 －
高機能材料・製品中の異物分析

異物サイズと得られる情報

微小・微量異物分析事例

分析事例1　微小異物の同定 分析事例2　塗装膜の表面不良解析

分析事例3　金バッド表面の変色分析 分析事例4　硬化剤の微分散状態

高機能材料や製品の機能発現には、微量・微小な異物の混入で機能が損なわれる可能性がある。
異物には組成の異なる成分のほかに、同種でも物性が異なるような場合もある。弊社では異物のサ
イズや対象の構成から最適な前処理、分析方法を適用して異物を迅速に同定する。
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二次イオンスペクトルからフラックス
成分や活性剤の存在を推定

極表面（ナノオーダー）の成分分析と
分布状態の可視化が可能

エポキシ樹脂中の成分分析を
高感度ＥＤＳにて実施

アミン硬化剤（N）および
無機フィラーの分散を高空間
分解能で可視化

数μmの微小異物を同定

断面SEM像および元素マッピング像
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分散不良の凸部分からは正常部にはない1738cm-1 カルボニルの
吸収が観測された

Analysis of Foreign Matters in Highly-Functional Materials and Products

Shape Element Organic Composition Physical PropertiesInorganic Composition

Correct Analytical devices for each size of Foreign Matters

Results
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株式会社 三井化学分析センター技術内容ほか、お問い合わせは
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